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	無償配布後ＳＰＭシミュレータの高度化計画
	１\) 実測－計算比較機能の高度化
	現在、世界で販売されている既存SPM 関連ソフトは、シミュレーションに特化したソフトと計測データの画像処理に特化したソフ
	このような観点から、試供版として提供したシミュレータでは、以下のような実測-計算比較機能を開発した。まず、世界中で使用さ
	これらの機能の実装に引き続き、次のような機能を追加実装することで、実測－計算比較機能のさらなる高度化を図る。まず実験・数
	シミュレータの使用者は、これらの結果を参照することで、新たな実験デザインやシミュレーションの発想を得ることができる。試供
	２\)接触力学の高度化（AFM粘弾性解析）
	[目的]
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	さらに、ナノバイオ関連分野の研究者がAFMで生体試料を観察する際、測定によって得られる試料表面画像データを、物理的にどの
	[背景]
	AFMは、元々は、半導体結晶等の固体表面の構造を、原子レベルの分解能で観察することを目的として開発された。しかし、AFM
	このようなAFMの特徴、さらには、装置が比較的低コストで操作も容易という簡便性から、AFMは様々な研究分野において利用が
	しかし、バイオ関連分野の研究者がAFMを使いこなすのは、容易なことではないというのも事実である。例えば、水中環境下での粘
	本プロジェクトの、AFM粘弾性解析シミュレータの開発は、上記のAFM測定特有の問題に対処するソフトウェアを提供することを
	[シミュレーション手法]
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	Hamaker分子間力とは、原子2個の相互作用エネルギーをLondon-van der Waals型ポテンシャル(原子間
	このように、探針と試料の接触・凝着をJKR理論で記述した場合、探針が試料表面から内部へ押し込まれる過程や、探針を試料表面
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	[産業界への影響]
	以上に述べた、AFM粘弾性解析シミュレータが開発された場合、ナノバイオサイエンス分野のAFMユーザーに対して、極めて利便
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